
• Kiteisten faasien tunnistus monikiteisestä näytteestä (jauhemainen tai kiinteä).

• Faasien suhteellisten massaosuuksien määrittäminen Rietveld-hienonnuksella.

• Kidekoon määrittäminen Scherrer-yhtälöllä.

• Pintojen ja pinnoitteiden tutkimus GID-menetelmällä.

• Raportointi sopimuksen mukaan.
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